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(57) Abstract: The invention relates to a device
and a method for determining the orientation of a
crystallographic plane (100) in relation to a crystal
surface (2). Said method permits an orientation, in
which adhesive defects of the crystal or contamination
of the fixing elements for the crystal are eliminated.
To achieve this, the angle, which is formed by the
crystal surface to be measured and a reference axis
and the angle, which is formed by the crystallographic
plane and the reference axis, are measured and a
differential is calculated. The required correction is
subsequently made in a wire-saw device comprising
an X-Y positioning unit, by means of the measurement
of the orientation and the horizontal and vertical
positions of the crystal are adjusted. This ensures that
an additional degree of rotational freedom remains for
the crystal on the cutting plane, to achieve a cut devoid
of forces perpendicular to the feed direction and wire
direction, so that the tools are not deflected and the
cutting forces are minimal. The orientation accuracy
is also increased.
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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Vorrichtung und ein Verfahren zur bestimmung der Orientierung einer kristallografischen
Ebene (100) relative zu einer Kristalloberfldche (2) bereitgestellt, bei dem die Orientierung frei von Klebefehlern des Kristalls oder
Verunreinigungen der Halterungen fiir den Kristall ist. Hierzu wird der Winkel, den die zu vermessende Kristalloberfliche mit ei-
ner Bezugsachse einschliesst und der Winekl, den die kristallografische Ebene mit der Bezugsachse einschliesst, gemessen und die
Differenz gebildet. In einer Drahtsdgevorrichtung mit einer X-Y-Positionierungseinheit wird anschliessend die gewtinschte Kor-
rektur anhand der messung der orientierung vorgenommen und dabei der kristall in horizontaler und vertikaler Position verstellt.
Dadurch bleibt ein weiterer Freiheitsgrad der Drehung des kristalls in der Trennebene zum Erreichen eines Schnitts der senkrecht
zur Vorschubrichtung und Drahtrichtung kriftefrei ist, so dass keine Werkzeugauslenkung erflogt bzw. Die Schnittkriafte minimal
sind. Ferner ist die Orientierungsgenauigkeit erhdht.



